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01 Einleitung
Zielstellung
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= Ziel ist die Erarbeitung von Vorschlagen zur Ubertragung von Daten aus der
Simulation an ein Testsystem.

" Implementierung einer ausgewahlten Ubertragungsoperation
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01 Einleitung
Motivation

" Verkurzung der Entwicklungszeit des Messprogrammes

" teilautomatisierter oder vollautomatischer Transport
umfangreicher Testmuster vom CAD-Tool zum ATE

* VerklUrzung der Einarbeitungszeit des Testingenieurs in das Design

TU Dresden, 23.05.08 Folie 3 von 12



TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

02 AMS Testmethoden

Aufbau ATE
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02 AMS Testmethoden
Analysearten beim Test

" funktioneller Test
" basierend auf Spezifikationen

= kein Fehlermodell

" Mit steigender Anzahl an Spezifikationen steigt auch der Aufwand fur Test und
Erstellung des Messprogramms.

" Testmuster konnen reduziert werden indem Abhangigkeiten zwischen
Spezifikationen ermittelt werden.
" struktureller Test
* pbasierend auf Defektstatistiken

" Optimierung des Tests hinsichtlich der Fehlerabdeckung und effiziente Reduzierung
der Testmuster
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02 AMS Testmethoden
AMS Fehlermodelle

= harte Fehler

" aus den digitalen Fehlermodellen bereits bekannt

" weiche Fehler
* analoge GrolSe liegt aulserhalb ihres Toleranzbereichs
" es interessieren Mehrfachfehler
* decken auch weiche Fehler ab
" lineare Schaltungen mit parametrischen Fehlern bleiben linear

" Fehlermodelle auf hohem Abstraktionsniveau

" Bisher existiert kein allgemein akzeptiertes AMS-
Fehlermodell.
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02 AMS Testmethoden
AMS-ATPG Methoden

= Bisher existiert kein vollautomatischer AMS-ATPG

" es existieren Teillosungen:
* Ermitteln von Sensitivitaten
* Auswahl eines minimalen Testsatzes
* Reverse Simulation mit Signalflussgraphen
" Finden einer suboptimalen stuckweise linearen Testfunktion
" Testbarkeitsanalyse mit Transfer Funktionen
* Bewertung der Fehlerabdeckung
* Entfernen redundanter Testvektoren

= @s existieren Tools:
* LIMSoft, erzeugen der Sensitvitatsmatrix
= DRAFTS, schneller Fehlersimulator im Z-Bereich, nur linear

TU Dresden, 23.05.08 Folie 7 von 12



TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

03 Problemanalyse
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03 Problemanalyse
IEEE 1450 : Standard Test Interface Language (STIL)

" Herausgegeben seit 1994:
" 1450.0 - basic patterns and waveforms; data volume problem
" 1450.1 - support for advanced devices

= komplex, aber stabil
" CAD-Tools und einige ATEs unterstutzen STIL

= Es existieren Konverter von Drittanbietern

" OPENSTIL (IBM)

" reader, interpreter, data model
" API fur Echtzeitinterface zu ATEs
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03 Problemanalyse
Gibt es eine STIL fur AMS?

" Standards definieren etablierte und gut erforschte
Problemlosungen aus der Praxis
* ist hier nicht gegeben

" Eine STIL solite beachten

" ATE Ausstattung

* Loadbord Design

= DSP Algorithmen

* Waveforms

" Demnach sind derzeit Waveforms der einzige
Ansatzpunkt.

= Definition eines Formates
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03 Problemanalyse
Gibt es eine STIL fur AMS?

" [EEE 1450.7 (AMS) ist in der Diskussion
= 3 Arbeitsgruppen (Asia, USA, EU)
" Definition von Strukturen zur Spezifikation von
" AMS-Stimuli und deren Synchronisation
" Signalantworten des DUT und deren Synchronisation
= AMS & Digital
" DC bis GHz
" AMS Erganzungen zu allen IEEE 1450 extensions

" Erganzungen der STIL-BNF sind bereits verfugbar! (Draft)
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04 Zusammenfassung und Ausblick

= Es existiert kein Konverter fur Stimuli in AMS-
Messprogrammen

" Es existiert kein standardisiertes Format fur AMS-Stimuli
= Ansatze fur die Definition eines Formates sind vorhanden

= Ausblick

* Studium einer Programmiersprache fur ATEs (PagelC fur Spea ATE)
" Studium der Simulationsdaten eines Simulators (Cadence)

= Studium IEEE 1450 und IEEE 1450.AMS (Draft), ev. Kontaktaufnahme zur STIL
Workgroup

* Untersuchung am Fallbeispiel (Approximations-ADC)
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